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Der Wettlauf von Stanz- und
Zugversagen am Tell-Apfel
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Apfel-Tragheit

J

Stanzendes Schubversagen

Zug aus Schub Risse senkrecht zum Zug Bruchbild

Fazit: Der Wettlauf zwischen stanzendem Schubversagen und Versagen durch Zug aus Schub
charakterisiert das Bruchbild. Uberreife Apfel haben nur kleine oder keinen Ausschusskegel.
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